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1a sessione 2010

Sezione A

Settore dell’ Informazione

Prima prova scritta

15 giugno 2010

Il candidato esegua a scelta una delle seguenti due prove:

tema 1

Il candidato illustri la struttura dei PLL analogici e digitali, descrivendone il funzionamento e l’utilizzo. In particolare, per almeno una delle due strutture: 

- svolga l’analisi linearizzata della funzione di trasferimento della fase con filtro di ordine 0, singolo polo, polo zero, integratore, pump-up pump-down 

- discuta gli errori di fase a regime e per gradino di fase, rampa di fase e parabola di fase

-  discuta il comportamento del PLL in presenza di rumore 

- descriva le caratteristiche di aggancio e mantenimento (diagramma a farfalla), con il setup di misura 

- illustri i principali tipi di demodulatori di fase (e di fase-frequenza) analogici e digitali 

- esponga in modo dettagliato alcuni esempi di applicazione dei PLL. 

tema 2

Il candidato progetti un ricevitore radio in banda aeronautica con demodulazione digitale avente le seguenti specifiche: 

- Tensione di Alimentazione: 12.4 – 15.1 V 

- Minima Tensione di Funzionamento: 10.0 V 

- Campo di Frequenza: 118.000 – 136.975 MHz 

- Numero di Canali: 760 

- Schema di Modulazione del Segnale ricevuto: AM 

- Spaziatura del Canale: 25kHz 

- Banda: 8 kHz a 6 dB 

- Selettività: > 60 dB a 25 kHz 

- Temperatura di Funzionamento: – 20 °C ... + 55 °C 

- Sensibilità: < 1.5 μV con 6 dB (S+N)/N 

- Uscita Audio: > 3 Watt su 4 Ohm 

- Uscita in Cuffia: > 100 mW su 600 Ohm 

- Antenna con 6dB di Guadagno e fascio di 30° (a 3dB)  con inseguimento automatico della stazione in ricezione. 

In particolare si richiede : 

1)  Lo schema a blocchi del sistema 

2)  Le specifiche in dettaglio di uno o più dei blocchi per la sezione RF: 

a. Caratteristiche dell’antenna (tipologia impedenza ecc..) 

b. Caratteristiche degli stadi di amplificazione 

c. Frequenze e tipologia dell’oscillatore locale 

d. Specifiche dei vari filtri 

e. Specifiche dell’alimentazione 

3)  Il progetto dettagliato di uno dei seguenti blocchi a scelta: 

f.  Sistema di posizionamento dell’antenna 

g. Oscillatore Locale 

h. Amplificatore Audio 

i.  Demodulatore 

Il progetto dettagliato dovrà comprendere: 

1) Schema a blocchi del sottosistema 

2) Elenco motivato dei componenti circuitali 

3) Circuito elettrico di massima 

4) Eventuale flow chart del firmware nel caso di un sottosistema numerico 

[image: image2.jpg]m UNIVERSITA
CARLO
LI U G [eareson




1a sessione 2010

Sezione A

Settore dell’ Informazione

Seconda prova scritta

15 giugno 2010

Il candidato esegua a scelta una delle seguenti due prove:

tema 1

Il Candidato supponga di operare come consulente di un’azienda che intende realizzare un laboratorio di taratura per la certificazione degli strumenti di misura utilizzati dall’azienda stessa. 

Il candidato, dopo aver descritto brevemente l’azienda per cui ipotizza di lavorare, individui un procedimento di taratura da eseguirsi su uno strumento e per questo procedimento: 

1. Indichi le principali specifiche tecniche dei dispositivi coinvolti, con particolare attenzione all’incertezza strumentale

2. Indichi le informazioni essenziali che devono essere presenti nel certificato di taratura 

3. Indichi il sistema suggerito per eseguire la taratura, progettato in modo da ottenere una elevata automazione delle procedure e una minimizzazione degli operatori specializzati impegnati 

4. Individui le principali caratteristiche tecniche delle apparecchiature che suggerirà all’azienda di acquistare per poter eseguire la taratura, tenendo conto dell’esigenza di minima spesa 

5. Individui i principali moduli software che permettono l’esecuzione automatizzata del procedimento e di uno di questi presenti il diagramma di flusso dettagliato, a un livello tale da permettere l’immediata scrittura del codice sorgente 

6. Indichi passo per passo l’insieme delle azioni che l’operatore dovrà eseguire per l’esecuzione del procedimento, mettendo in evidenza gli accorgimenti previsti per individuare/evitare sbagli banali e per salvaguardare la sicurezza degli operatori. 

tema 2 

Il Candidato supponga di essere chiamato ad operare come consulente di una azienda operante nel settore della optoelettronica che, a seguito di problematiche insorte su propri prodotti, intende effettuare una analisi del fallimento (failure analysis) su un dispositivo LED a semiconduttore ricorrendo all’ausilio di un laboratorio esterno. 

Il candidato, chiamato quindi a svolgere il ruolo di interfaccia fra azienda e laboratorio di analisi, nell’ambito di tale problematica: 

1. Individui le tecniche di analisi di fallimento che si intendono adottare differenziandole fra non distruttive e distruttive. 

2. Motivi le scelte effettuate in base a considerazioni di tipo tecnico ed economico. 

3. Riporti le principali caratteristiche della strumentazione di analisi di una delle tecniche di analisi non distruttive evidenziate al punto 2. 

4. Riporti le principali caratteristiche della strumentazione di analisi di una delle tecniche di analisi distruttive evidenziate al punto 2. 

5. Identifichi i tool software di simulazione utili alle analisi. 

6. Individui, infine, le figure professionali necessarie per gestire le strumentazioni di cui al punto 3 e 4. 
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1a sessione 2010

Sezione A

Settore dell’ Informazione

Prova pratica

25 giugno 2010

Il candidato esegua a scelta una delle seguenti due prove:

tema 1

Il candidato progetti un sistema atto a misurare, acquisire e memorizzare la temperatura all’interno di otto stanze attigue fra loro, dotato delle seguenti caratteristiche:

1) Intervallo delle temperature da misurare: -10°C .. +50°C

2) Accuratezza della misura: +/- 0.5 K

3) Risoluzione: 0.5 K

4) Frequenza di campionamento: 8 canali ogni 10s

5) Profondità della memoria: 10,000 misure per ciascun canale

6) Tensione di alimentazione: 220VAC +/- 10%, 50-60Hz

7) Temperatura di funzionamento: -20°C .. +70°C

8) Possibilità di visualizzare localmente la temperatura attuale di un canale a scelta dell’utente, scegliendo un’interfaccia appropriata

9) Possibilità di estrarre i dati e/o azzerare la memoria e/o attivare/disattivare l’acquisizione attraverso un’interfaccia RS232

Il candidato:

1) tracci lo schema a blocchi completo del sistema

2) tracci un diagramma di flusso (o altro schema equivalente) del software

3) proponga un tipo di sensore di temperatura ritenuto più adatto

4) tracci lo schema elettrico completo del circuito, utilizzando il convertitore A/D modello ADC10154 della National Semiconductors

5) calcoli il valore dei componenti, ipotizzando delle caratteristiche realistiche per il sensore di

temperatura

6) scriva il codice, in un linguaggio compilabile a scelta, della routine di acquisizione e memorizzazione periodica degli otto canali

Si allega il data sheet del convertitore A/D modello ADC10154 della National Semiconductors

tema 2

Il candidato:

1. illustri brevemente le principali caratteristiche di un alimentatore stabilizzato;

2. discuta brevemente pregi e difetti degli alimentatori con regolatore serie, e indichi soluzioni alternative, illustrandone vantaggi e vantaggi rispetto a quella qui richiesta;

3. progetti un alimentatore stabilizzato con regolatore serie LM78XX, con le seguenti caratteristiche:

a. Tensione di uscita 5 V;

b. Massima tensione di ripple picco-picco 5 mV;

c. Massima corrente erogabile 1 A;

d. Tensione di rete: 230 V (efficaci) +/- 10%, 50 Hz;

In particolare si richiede:

1. Schema a blocchi e circuitale del sistema;

2. Scelta e dimensionamento dei componenti: trasformatore, diodi, filtro di rettifica, regolatore;

3. Calcolo della corrente media e di picco ripetitiva nei diodi;

4. Calcolo della potenza dissipata dal regolatore;

5. Schema di un possibile banco di misura per misurare le caratteristiche principali del circuito realizzato.

NOTE: 

- Il candidato deve commentare e documentare accuratamente le risposte alle domande, e le scelte effettuate.

- I punti 3 e 4 sono da svilupparsi relativamente al caso peggiore.

